INNOWACYJNA UNIA EUROPEJSKA
GOSPODARKA ‘Q ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Projekt wspélfinansowany przez Uni¢ Europejska ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego POI1G.02.01.00-12-175/09 ,,Dostosowanie potencjatu badawczego IMIM PAN do wymagan
Swiatowych standardéw komplementarnych badan w zakresie inZynierii materiatlowej"

INWESTUJEMY W WASZA PRZYSZLOSC — DOTACJE NA INNOWACJE

Elipsometr spektralny SE 800PV firmy Sentech
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Elektrochemiczny Mikroskop ze Skanujaca Sonda (EC-SPM)

Urzadzenie jest przeznaczone do okreslania optycznych wlasciwosci materiatow.
Podstawowe zalety urzadzenia:
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Umozliwia pomiar parametrow cienkich warstw osadzonych na powierzchniach
chropowatych i steksturyzowanych

Automatyczny pomiar katow Psi i Delta w calym badanym zakresie — od 0 do 90°
oraz od 0 do 360° dla kata Delta.

Pomiary i dopasowanie wspotczynnikow Fouriera

Pomiary wielokatowe, wielokrotne

Pomiary transmisji i wspotczynnika odbicia

Modelowanie probek wielowarstwowych, chropowato$ci powierzchni, materiatow
gradientowych

Importowanie 1 eksportowanie plikoéw do formatu ASCII

Mozliwos¢ rozbudowy 0 automatyczny stolik do mappingu xy 150x150mm

e Pozwalana:

0]
0

Kontakt:

Pomiary parametrow optycznych w zakresie od 300 nm do 930 nm.
Badania optyczne warstw z powierzchniami polerowanymi, szorstkimi oraz od
steksturyzowanych powierzchni ogniw stonecznych

dr hab. Marek Lipinski

Instytut Metalurgii 1 Inzynierii Materialowej PAN
Laboratorium Fotowoltaiczne

ul. Krakowska 22

43-340 Kozy

tel. +48 33 8174249; email: m.lipinski@imim.pl
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